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FOREWORD 

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio-interference 
measurements and statistical methods, in cooperation with CISPR subcommittee D: 
Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal 
combustion engine powered devices, of IEC technical committee CISPR: International special 
committee on radio interference. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

Enquiry draft Report on voting 

CISPR/A/876/CDV CISPR/A/893/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

____________ 

 

INTRODUCTION 

CISPR 16-1-1 uses a “black box” approach to define specifications for test instrumentation. 
All stated specifications in CISPR 16-1-1 are met by an instrument independent of the 
selected implementation or technology in order to be considered suitable for measurements in 
accordance with CISPR standards. The addition of FFT-based measuring instrumentation 
requires further specifications as addressed in this amendment. 

3.7  
measuring receiver 
 
Replace the existing definition and Notes 1 and 2 of 3.7 by the following new definition and 
note: 

instrument such as a tunable voltmeter, an EMI receiver, a spectrum analyzer or an FFT-
based measuring instrument, with or without preselection, that meets the relevant parts of this 
standard 

NOTE See Annex I for further information. 
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Add, after the existing definition 3.11.5, the following new term and definition: 

3.12 
measurement time 
Tm 
effective, coherent time for a measurement result at a single frequency (in some areas also 
called dwell time) 

– for the peak detector, the effective time to detect the maximum of the signal envelope 
– for the quasi-peak detector, the effective time to measure the maximum of the weighted 

envelope 
– for the average detector, the effective time to average the signal envelope 
– for the rms detector, the effective time to determine the rms of the signal envelope 

4.1 General 

Add, after the existing text of this subclause, a new second paragraph as follows: 

Spectrum analyzers and FFT-based measuring instruments that meet the requirements of this 
clause can be used for compliance measurements. For emission measurements, FFT-based 
measuring instruments shall sample and evaluate the signal continuously during the 
measurement time. 

4.4.2 Variation with repetition frequency (relative calibration) 

Replace the existing first paragraph of this subclause by the following new three paragraphs: 

The response of the measuring receiver to repeated pulses shall be such that for a constant 
indication on the measuring receiver of e.g. 20 dB(μV), the relationship between pulse 
amplitude and repetition frequency is in accordance with Figure 1. 

As an alternative the response of the measuring receiver to repeated pulses shall be such 
that for a constant voltage setting of the pulse generator of e.g. 50 dB(μV) at repetition 
frequencies of 25 Hz (Band A) and 100 Hz (Bands B, C and D), the relationship between 
receiver indication and repetition frequency is in accordance with Figure 1 under opposite 
sign conditions. 

For all measurements, a sufficient signal-to-noise ratio is required. The use of a 10 dB 
attenuator at the output of the pulse generator is recommended. 

4.5.4 Other spurious responses 

Add, at the end of the existing note of this subclause, the following new sentence : 

Examples of sources of spurious signals include local oscillators (or their harmonics), internal clocks, computer 
boards, and their mixing products with the input signal into the receiver. 

4.7.2 Continuous wave  

Replace the existing text of this subclause by the following new text: 

The existence of spurious responses as described in the note to 4.5.4 shall not introduce a 
measurement error in excess of 1 dB for any signal input to the measuring receiver. This 
requirement shall be regarded as satisfied if the receiver complies with 4.7.1 when tested as 
described in 4.7.1.  
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4.9 Facilities for connection to a discontinuous disturbance analyzer  

Replace the existing text of this subclause by the following new text: 

For all bands the disturbance measuring receiver shall have an intermediate-frequency output 
if the instrument is to be used for the measurement of discontinuous disturbance. The loading 
of this output shall have no influence on the indication of the measurement result. 

5.1 General  

Replace the existing second paragraph of this subclause by the following new paragraph: 

Spectrum analyzers and FFT-based measuring instruments that meet the requirements of this 
clause can be used for compliance measurements. For emission measurements, FFT-based 
measuring instruments shall sample and evaluate the signal continuously during the 
measurement time. 

6.1 General  

Replace the existing second paragraph of this subclause by the following new paragraph: 

Spectrum analyzers and FFT-based measuring instruments that meet the requirements of this 
clause can be used for compliance measurements. For emission measurements, FFT-based 
measuring instruments shall sample and evaluate the signal continuously during the 
measurement time. 

7.1 General 

Replace the existing second paragraph of this subclause by the following new paragraph:  

Spectrum analyzers and FFT-based measuring instruments that meet the requirements of this 
clause can be used for compliance measurements. For emission measurements, FFT-based 
measuring instruments shall sample and evaluate the signal continuously during the 
measurement time. 

 

______________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité A du CISPR: Mesures des 
perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, en coopération avec le sous-comité D 
du CISPR: Perturbations électromagnétiques relatives aux appareils électriques ou 
électroniques embarqués sur les véhicules et aux moteurs à combustion interne, du comité 
d'études CISPR de la CEI: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.  

Le texte de cet amendement est basé sur les documents suivants: 

Projet d’enquête Rapport de vote 

CISPR/A/876/CDV CISPR/A/893/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

____________ 

 

INTRODUCTION 

Jusqu’à présent, le CISPR 16-1-1 a utilisé une “approche boîte noire” pour définir les 
spécifications pour les appareils d’essai. Toutes les spécifications énoncées dans la 
CISPR 16-1-1 seraient satisfaites par un appareil, indépendamment de sa mise en œuvre ou 
de la technologie choisie, dans le but d'être considéré comme étant apte à réaliser les 
mesures conformément aux normes CISPR. L’adjonction d’appareils de mesure utilisant la 
FFT requiert des spécifications complémentaires relatives aux méthodes d’essais qui sont 
traitées dans le présent amendement. 

3.7  
récepteur de mesure 
 
Remplacer la définition et les Notes 1 et 2 existantes de 3.7 par la nouvelle définition et la 
nouvelle note suivantes: 

appareil de mesure, par exemple un voltmètre accordable, un récepteur de perturbation 
électromagnétique (EMI), un analyseur de spectre ou un appareil de mesure à FFT avec ou 
sans présélection qui satisfait aux exigences des parties applicables de la présente norme 

NOTE Voir l’Annexe I pour plus d’informations. 

Ajouter, après la définition 3.11.5 existante, le nouveau terme et la nouvelle définition comme 
suit: 
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3.12  
mesure du temps  
Tm 
temps effectif, cohérent pour un résultat de mesure à une fréquence donnée (dans certains 
domaines appelé temps de maintien) 

– pour le détecteur crête, le temps effectif pour détecter le niveau maximum de 
l’enveloppe du signal 

– pour le détecteur quasi-crête, le temps effectif pour mesurer le maximum de 
l’enveloppe pondérée 

– pour le détecteur moyen, le temps effectif pour moyenner l’enveloppe du signal 
– pour le détecteur de valeur efficace, le temps effectif pour déterminer la valeur efficace 

de l’enveloppe du signal 

4.1 Généralités 

Ajouter, après le texte existant de ce paragraphe, un deuxième alinéa comme suit: 

Les analyseurs de spectre et les appareils de mesure à FFT qui satisfont aux exigences du 
présent article peuvent être utilisés pour les mesures de la conformité.  Pour les mesures 
d'émissions, les appareils de mesure à FFT doivent échantillonner et évaluer le signal de 
manière continue au cours de la période de mesure. 

4.4.2 Variations en fonction de la fréquence de répétition (étalonnage relatif) 

Remplacer le premier alinéa existant de ce paragraphe par les trois nouveaux alinéas 
suivants: 

La réponse du récepteur de mesure à des impulsions répétées doit être telle que pour une 
indication constante du récepteur de mesure de par exemple 20 dB(μV), la relation entre 
l'amplitude d'impulsion et la fréquence de répétition soit conforme à la Figure 1. 

En alternative, la réponse du récepteur de mesure à des impulsions répétées doit être telle 
que pour un réglage de tension constant des fréquences du générateur d’impulsions pour par 
exemple 50 dB(μV) à la fréquence de répétition de 25 Hz (Bande A) et de 100 Hz (Bandes B, 
C et D), la relation entre l’indication et la fréquence de répétition du récepteur soit conforme à 
la Figure 1 dans des conditions de signe opposé. 

Pour toutes les mesures, un rapport signal sur bruit suffisant est exigé.  L’utilisation d’un 
atténuateur de 10 dB en sortie du générateur d’impulsions est recommandée. 

4.5.4 Autres réponses parasites 

Ajouter, à la fin de la note existante de ce paragraphe, la nouvelle phrase suivante: 

On peut citer comme exemples de sources de signaux parasites les oscillateurs locaux (ou leurs harmoniques), les 
horloges internes, les cartes électroniques d’ordinateur ainsi que les produits issus du mélange de ces sources 
avec le signal d’entrée dans le récepteur. 

4.7.2 Onde entretenue  

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le nouveau texte suivant: 

L’existence de réponses parasites telles que celles décrites dans la note de 4.5.4 ne doit pas 
introduire d’erreur de mesure supérieure à 1 dB pour tout signal injecté dans le récepteur de 
mesure. Cette exigence doit être considérée remplie si le récepteur satisfait à 4.7.1 lorsqu'on 
le soumet à l'essai décrit en 4.7.1.  
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4.9 Moyens de branchement à un analyseur de perturbations discontinues  

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le nouveau texte suivant: 

Pour toutes les bandes de fréquences, le récepteur de mesure de perturbations doit avoir une 
sortie à fréquence intermédiaire si l’appareil doit être utilisé pour la mesure des perturbations 
discontinues. La charge de cette sortie ne doit pas affecter l'indication de l'appareil de mesure. 

5.1 Généralités  

Remplacer le deuxième alinéa existant de ce paragraphe par le nouvel alinéa suivant: 

Les analyseurs de spectre et les appareils de mesure à FFT qui satisfont aux exigences du 
présent article peuvent être utilisés pour les mesures de la conformité.  Pour les mesures 
d'émissions, les appareils de mesure à FFT doivent échantillonner et évaluer le signal de 
manière continue au cours de la période de mesure. 

6.1 Généralités  

Remplacer le deuxième alinéa existant de ce paragraphe par le nouvel alinéa suivant: 

Les analyseurs de spectre et les appareils de mesure à FFT qui satisfont aux exigences du 
présent article peuvent être utilisés pour les mesures de la conformité.  Pour les mesures 
d'émissions, les appareils de mesure à FFT doivent échantillonner et évaluer le signal de 
manière continue au cours de la période de mesure. 

7.1 Généralités 

Remplacer le deuxième alinéa existant de ce paragraphe par le nouvel alinéa suivant:  

Les analyseurs de spectre et les appareils de mesure à FFT qui satisfont aux exigences du 
présent article peuvent être utilisés pour les mesures de la conformité.  Pour les mesures 
d'émissions, les appareils de mesure à FFT doivent échantillonner et évaluer le signal de 
manière continue au cours de la période de mesure. 

 

______________ 
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